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可靠性与环境试验技术及评价
一种评价印制线路板耐污染能力的试验方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯朱建华。张樱蓝(1)

房间空调器长效节能的一些影响因素分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．．⋯⋯⋯⋯⋯⋯

·⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．陈军．孙晓云．张志刚．肖诗满．邹伟(7)

可靠性物理与失效分析技术
光敏晶体管漏电流变大的失效分析与控制⋯⋯⋯薄 鹏，张伟。孟猛(11)

忆P—OES法测定焊料中铅的不确定度评定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．．杨文静(14)

PA塑料中总卤含量测定实验室间比对分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯杨永兴，杨文静(18)

计算机科学与技术

基于CAN总线的直流老化电源信息化模型研究⋯⋯⋯⋯⋯胡洪汪．苏 萌(23)

装备测试性建模与分析软件框架设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯囊．．．方子豪(271

6 o质量工具云平台部署技术分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯葛智君，潘 勇，郭爱民(31)

基于拉格朗日方程的4一DOF机器人运动分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯苏 萌(36)

羧件可靠性与评测技术
大型信息系统软件评价方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯徐思琰(41)

机载相控阵雷达软件可靠性测评环境建设⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-R" 雷(45)

|综述与展望
智能电表及莫可靠性技术发展研究综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯张卫欣．解岩。严晶晶．李蓓．王有亮(so)

无铅对电子产品可靠性的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯庞富丽，周军连(55)

动态故障树分析算法研究综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯段凌昊，郭爱民，潘勇(59)
电子元器件与可靠性

元器件降额准则分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯张暗东(64)

镰叠与测试技术

基于Verigy 93000的GMH 92 LV 18全参数测试技术⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯王 勇，罗宏伟．蔡志刚(68)

凸轮轴组件压装角检测与测量不确定度分析⋯⋯芦秀红．郭莹莹，刘景玉(72)
葡靠性与环境适应性理论研究

无失效数据的加速寿命试验可靠性参数Bayes估计⋯陈波。王小强。邓传锦(77)

蹙子、电路设计与应用
用于芯片测试的环路滤波器设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯唐锐(81)

可靠性与环境适应性标准信息与行业动态
云计算时代如何确保信息安全⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．(6)

薪研究揭示塑料半导体中电荷陷阱的形成机制⋯⋯．⋯．．⋯⋯⋯+⋯⋯⋯⋯．．(10)

美军研制微波武器可让目标瘫痪产生灼痛感⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．(13)

未来两年云计算将成为第二大安全威胁⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(17)

网络安全成为欧盟决策层的关注热点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一(22)

}BM发布基于人脑的全新计算机架构⋯⋯．．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．(26)

2012年《电子产品可靠性与环境试验>增刊征订启事⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(35)

2013年《电子产品环境与可靠性试必杂志增刊征文通知⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(411)
全球最薄可弯曲有机发光二极管问世⋯⋯．．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯一(49)

可用石墨烯实现大功率半导体设备的大幅降温⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。一(54)

美开发无缺陷半导体纳米晶体薄膜可用于新领域⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(58)

自矮星磁场发现神秘原子键助研新型量子计算机⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(63)

20t3年云计算面临的丸大安全威胁⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯⋯⋯⋯(67)

欧盟公布网络安全战略⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯⋯⋯⋯．(71)

新型打印技术所得的薄膜导电性能优异有望引领变革⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(8【))

本刊加入“中国知网fCNKI)”等系列数据库的声明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(84)

第十届”国际可靠性、维修性、安全性会议(广州)”征文通知⋯⋯⋯⋯⋯⋯(85)
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